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TITULO: Curso avanzado de microanalisis con sonda de electrones

ANO: 2019 [CUATRIMESTRE: 2°  [N° DE CREDITOS: n.c. |VIGENCIA: 3 afios

CARGA HORARIA: 20 horas de teoria y 20 horas de practica,

CARRERA/S: no corresponde

FUNDAMENTOS

- lahoratorios del pais.

El principal fundamento es formar a potenciales usuarios en esta técnica y posibles
operadores para la microsonda de electrones del Laboratorio LAMARX. También se pretende
ayudar a la formacion de usuarios y operadores de microscopios electronicos de barrido que
posean como capacidad analitica espectrémetros WDS y estén operandoc en otros

OBJETIVOS

Este curso avanzado tiene una orientacion especial para geologia. Se pretende mejorar el
conocimiento y manejo de la técnica de microanalisis con sonda de electrones (EPMA) y de
sus posibilidades para la caracterizacion de materiales geoldgicos. Adquirir familiaridad con
esta técnica y con ello la confianza necesaria para abordar la solucién de problemas. Se
espera ademas que los alumnos aprendan a procesar los datos que se obtienen, para
identificar minerales y calcular las férmulas estructurales.

PROGRAMA

Unidad 1:

Cafion de electrones. Fuente de electrones (filamento de W, de B6La y de emision de campo
(FEG: cafion Schottky y catodo frio). Lentes electromagnéticas: propiedades, aberraciones.
Resolucién y profundidad de campo. Magnificacion,

Unidad 2:

Interaccion de electrones con la materia: Interaccidon de electrones con la materia.
Dispersiones elasticas e inelasticas. Simulacién Monte Carlo. Rango de penetracion y
distribucion espacial de los electrones del haz primario. Relacién entre el volumen de
interaccion y los pardmetros energia incidente, ndimero atomico de la muestra y geometria.
Electrones secundarios, retrodifundidos y Auger. Rayos X caracteristicos y del continuo.
Rango y resolucion espacial de ias diferentes sefiales emergentes.

Unidad 3:
Interaccion de fotones con la materia. Dispersion elastica, Compton y efecto fotoeléctrico.
Produccidn de flucrescencia y produccién Auger,

Unidad 4:

Sistemas de deteccion. Detectores de electrones. Detector de electrones secundarios:
Detector Everhart-Thornley (ET). Detector de electrones retrodispersados: Detector de estado
sdlido de Si dopado con Litio —-Si{Li). Contadores Proporcionales. Resolucién. Tiempo muerto.
Eficiencia. Espectrémetros EDS y WDS.
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Unidad 5:
Andlisis cuantitativo: Andlisis cualitativo. Sustraccidén de fondo. Intensidad de la linea

caracteristica. Anélisis semicuantitativo. Andlisis cuantitativo. Efectos de matriz. Correccién
ZAF. Funcion distribucion de ionizaciones. Andlisis de muestras extensas (pulidas y rugosas),
delgadas y particulas o inclusiones. Andlisis sin estandares.

‘IUnidad 6:

Generalidades sobre preparacion de muestras, Preparacion de muestras conductoras, no
conductoras, biologicas, poliméricas, hidratadas. Métodos de deshidratacidn, fijacidén y
cubiertas conductoras. Dafio de las muestras durante la preparacién, observacion o analisis.
Seleccién de zonas a analizar.

Unidad 7:

Estrategias de medicion. Errores (estadisticos, instrumentales, preparacién de muestras, etc.).
Minimo limite de deteccion. Eleccidn de condiciones de excitacion, parametros instrumentales
y patrones. Estrategias de medicion para diferentes tipos de muestras. Homogeneidad de la
muestra. Contaminacion por carbono. Dafios por radiacion. Espesor y tipo de metalizado.
Correccion del andlisis por la eleccion del patrén estandar.

Unidad 8:
Aplicaciones especiales de andlisis con microsonda de electrones. Andlisis de elementos
livianos. Datacion guimica de minerales que contienen U-Th-Pb. Andlisis de vidrios,

PRACTICAS

Trabajos Practicos: Preparacion de muestra (pulido y metalizado). Analisis en el SEM de la
muestra: Contraste quimico, Cuantificacion. Mapas vy petfiles composicionales. Andlisis de la
muestra en EPMA: Contraste guimico. Cuantificacion. Mapas y perfiles composicionales,
Andlisis y tratamiento de datos. Céalculo de formula estructural en minerales. Identificacién de
minerales por su composicion usando bases de datos,
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MODALIDAD DE EVALUACION

La evaluacion se llevara a cabo a través de exadmenes individuales.

REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

Preferentemente ser egresado universitario de geologia, también se aceptaran egresados de
fisica, arqueologia, ingenierfa u otta carrera que necesite de esta técnica para Hevar a cabo
trabajos de investigacion. Se intentard que los participantes del curso pertenezcan a una
distribucion geografica amplia.




